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1. Загальні поняття метрології. 



                1.1. Метрологія. Властивості і величини. Одиниці вимірювання. 

                1.2. Значення величини. Вимірювання. Види вимірювань. 

                1.3. Результат вимірювання. Невизначеність вимірювання.  

                1.4. Засоби вимірювальної техніки. 

                1.5. Методи вимірювання. Метод зіставлення. Метод зрівноваження. 

Метод одного збігу, метод ноніуса. Диференційний метод вимірювання. 

Метод заміщення. 

                1.6. Похибки вимірювання. 

            2. Моделі похибок засобів вимірювальної техніки. 

                2.1. Основні моделі похибок засобів вимірювальної техніки. 

                2.2. Нормування класів точності засобів вимірювальної техніки. 

                2.3. Похибка цифрових засобів вимірювання від квантування. 

                2.4. Динамічні похибки лінійних вимірювальних перетворювачів. 

  3. Процедури експериментальної інформатики. 

                3.1. Визначення процедур експериментальної інформатики. 

                3.2. Шкали вимірювання і їх зв’язок з процедурами 

експериментальної інформатики. 

                3.3. Принципи та методи експериментальних досліджень, 

взаємозв’язок між процедурами експериментальної інформатики, як 

вимірювання, контроль і випробування. 

 

 

4. Теорія планування експерименту. 



                 4.1. Теорія планування експерименту. Обґрунтування та вибір плану 

експерименту, методи побудови за експериментальними даними моделей та 

ідентифікації досліджуваних об’єктів і явищ. 

                 4.2. Основні статистичні критерії точкового та експериментального 

оцінювання результатів експерименту. Методи оцінювання однорідності 

експериментальних даних, їх адекватності об’єкту або явищу, що 

досліджується. 

                 4.3. Основи кореляційного, регресійного і дисперсійного аналізу,  

особливостей їх застосування при організації та проведенні 

експериментальних досліджень. 

5. Вимірювальний контроль та випробування. 

                 5.1. Основи вимірювального контролю та випробувань, методів 

оцінювання їх вірогідності та статистичної надійності. 

                 5.2. Основи вимірювального контролю. Джерела методичної та 

інструментальної складових помилкових рішень при вимірювальному 

контролі. Структурно-алгоритмічні методи підвищення вірогідності 

вимірювального контролю. 

                  5.3. Методи визначення правильності, відтворюваності та 

повторюваності результатів випробувань, оцінювання точності результатів з 

використанням цих показників. Методи розрахунку параметрів математичної 

моделі об’єкту дослідження, перевірки її адекватності. Внутрішній та 

зовнішній контроль якості випробувань. Єдність випробувань. 

6. Інформаційно-вимірювальні системи (ІВС). 



               6.1. Структурні методи підвищення точності вимірювань. 

               6.2. Методи моделювання та оптимізації ІВС. 

               6.3. Бази даних як невід’ємна частина ІВС. Технології сховищ даних. 

Використання хмарних систем збереження даних при розробці сучасних ІВС. 

Основні інструменти організації доступа до БД з наступним відображенням 

інформації у вигляді web-сторінок. 

                6.4. ІВС випадкових процесів. Основи оцінювання статистичних 

випадкових процесів. 

                6.5. Структурно-алгоритмічна організація інформаційно- 

вимірювальних систем. 

                6.6. Універсальні, функціональні та проблемно-орієнтовані системи. 

Стандартні інтрефейси. Передача інформаційних, управляючих та керуючих 

сигналів. 

                6.7. Розподіл функцій між програмною та апаратною частиною ІВС. 

 7. Критерії оцінювання. 

   До екзаменаційного білета входить 3 обов’язкових запитання. 

Максимальна результуюча оцінка за білетом складає 100 балів. Відповідь на 

кожне запитання 𝑅𝑖  оцінюється в 30 балів за шкалою: 

𝑅𝑖 (бали) Критерії оцінювання 

30 Відповідь правильна. Зауважень немає. 

27 Відповідь правильна. Незначні зауваження. 

25 Відповідь правильна, але є зауваження. 



20 Відповідь неповна.  

15 Відповідь неповна. Багато зауважень. 

10 Відсутність повної відповіді. Багато помилок. 

 

 Відповіді на додаткові запитання оцінюються загальною оцінкою  

𝑅𝑔 = 10 балів. 

 Тому загальна оцінка R = 3𝑅𝑖+𝑅𝑔 . Таблиця переведення загальної 

оцінки в оцінку за ECTS та в традиційну оцінку наведена нижче: 

R Оцінка ECTS Чисельний 

еквівалент 

 

Традиційна 

оцінка 

95-100 А 5 відмінно 

85-94 В 45 добре 

75-84 С 4 

65-74 D 3,5 задовільно 

60-64 Е 3 

0-59 F 0 незадовільно 
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